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Liczba

Drawing no 1 Histogram of residuals for falsity of points for programs A, BiC

Rysunek nr 1 Histogram reszt dla btednosci punktéw dla programéw A, B i C

Histogram wiele zmiennych
wyg dredniej mp 21v*24¢
mPA [mm] = 24*5"normal(x 19.3125; 8.1222)
mPB [mm] = 24"5"normal(x 22.0875; 12.2017)
mPC [mm] = 24*5"normail(x 20,0583; 11,3375)
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Drawing2 Line graph mP,, mP, and mP_
Rysunek 2 Wykres liniowy mP,, mPg i mP.

Liniowy wiele zmiennych
Wykresy osn real 11 XI 2011 20v*24c¢
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prawingno3 ~ Surface diagram of point location
errors for programme A, B and C

Rysunek nr 3 Wykres powierzchniowy btedéw potozenia punktu dla programu A, Bi C

Wykres powierzchniowy 3W mPC [mm] wzgledem mPA [mm] i mPB [mm]
wg sredniej mp 21v*24c
mPC [mm] = Wygtadzanie najmniejszych kwadratow wazone odleglosciami
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vannenes IVIAtriX diagram of point location
error in relation to point numbers

Rysunek nr 4 Wykres macierzowy btedu potozenia punktu wzgledem numerdw punktéw
Macierzowy
11 X1 2011 mx porownanie 20v*24c
mPA [mm]
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orawingnos  PiCtOrial chart of residuals
received from programmes A, B and C

Rysunek nr5  Wykres obrazkowy dla reszt uzyskanych z programéw A, Bi C

Wykres obrazkowy
11 X1 2011 mx porownanie 20v*24c
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oawingnos  \Waffle diagram for mP,,

mP; and mP,

Rysunek nr 6 Wykres waflowy dla mP,, mPg i mP.
Wykres waflowy 3W mPC [mm] wzgledem mPA [mm] i mPB [mm]
wg sredniej mp 21v*24c
mPC [mm] = Waflowa
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Rysunek 7i8 Wykresy rozrzutu mx i my wraz z liniami trendu
Wykres rozzuty wiele Zmiennych wzgledem Nr pkt* Wykres rozizuly  wiele zmiennych wzgiedem Nr pht*
Wykresy osn real 1112011 20v"24c Wykresy osn real 11X 2011 20v24c
mA fmm] = 10,2761+0,7229°% mYA [mm] = 12,0562-00528%
mXB jmm)] mYB [mm] = 3 2536+0,796*x
mXC [mm] mYC mm] = 4,9848+0,3912"x
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pawing10  S€quUence diagram for values mp
received by means of programmes A, Band C

Rysunek 10 Wykres sekwencyjny dla wartosci mp otrzymanych przy pomocy programow A, B i C

Wykres sekwencyjny 3W
11 X1 2011 mx porownanie 20v*24c

30.5.2012



